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zasunuto do vodicich otvorli (4, 5), provedenych v pfislusnych
matricich (24, 25), pfi¢emz sonda (20) obsahuje tyCovité
téleso (21) opatiené na konci alespoii kontaktni §pickou (22)
schopnou zajistit mechanicky a elektricky kontakt s pfislusnou
kontaktni ploskou (8) zkouSeného integrovaného
elektronického zafizeni. Je vyhodné, jestlize tyCovité téleso
(21) ma nejednotny prifez. Navic je zde popisovana testovaci
hlava (1) a zpisob vytvoren{ kontaktni sondy (20) podle
tohoto vynalezu.
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Kontaktni sonda pro testovaci hlavu, ktera ma svislé sondy, pro
polovodiCova integrovana elektronicka zafizeni

Oblast techniky

Tento vynalez se tyka kontaktni sondy pro testovaci hlavu, ktera ma
svislé sondy schopné testovat mnozstvi polovodiéovych integrovanych
elektronickych zafizeni obsahujicich mnozstvi tak zvanych kontaktnich plo$ek.

Konkrétné se vynalez tyka kontaktni sondy pro testovaci hlavu takového
typu, u kterého je mnozstvi sond vioZeno do vodicich otvoril provedenych
v pfislusnych deskovych drZacich nebo matricich, sonda obsahuje tycovité
téleso opatiené na konci alespor kontaktni $pigkou, ktera zajistuje mechanicky
a elektricky kontakt s pfislu§nou kontaktni ploskou zkougeného integrovaného

elektronického zafizeni.

Vynalez se také vztahuje ke zp(isobu pro ziskavani této kontaktni sondy

a testovaci hlavy, ktera obsahuje mnoZstvi téchto sond.

Vynélez se konkrétné, avsak nevylugng, tyka testovaci hlavy, ktera ma
svislé sondy pro zkouseni polovodiCovych integrovanych elektronickych
zafizeni a nasledujici popis se vztahuje na tuto oblast pouZiti pouze z diivodu
snadné ilustrace.

Dosavadni stav techniky

Jak je znémo, testovaci hlava je v podstaté zafizeni schopné elektricky
propojit mnoZstvi kontaktnich  plosek polovodi€ového integrovaného
elektronického zafizeni s pfislugnymi kanaly testovaciho stroje, ktery provadi
jeho zkouseni.

Test provadény na integrovaném elektronickém zafizeni umoznuje
detekovat a izolovat vadna zafizeni jiz ve vyrobnim procesu. Véeobecné se

testovaci hlavice pouzivaji pro elektrické testovani elektronickych zafizeni
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integrovanych na polovodiové nebo silikonové destidce pred tim, neZ se
nafeZou a poskladaji do &ipového bloku.

Testovaci hlava, ktera ma svislé sondy, obsahuje alespori par
rovnobéznych desek nebo deskovych drzak( umisténych vzajemné ve
vzdalenosti od sebe z dlvodu zaji§téni vzduchove mezery a dale mnozZstvi
vhodnych pohyblivych kontaktnich prvka.

Kazda desticka, nazyvana v pfislu$né technické oblasti a v nasledujicim
popisu matrice, je vybavena odpovidajicim mnozstvim priichozich vodicich
otvord. V kazdém otvoru desticky odpovidajicimu otvoru druhé destigky je
kluzné ulozen a veden pfislusny kontaktni prvek nebo kontaktni sonda, jak
bude uvedeny prvek nazyvan v nasledujicim popisu a v nasledujicich narocich.
Kontakini sondy se véeobecné skladaji z drati vyrobenych ze specialnich slitin
s dobrymi elektrickymi a mechanickymi viastnostmi.

Dobré elektrické spojeni mezi sondami testovaci hlavy a kontaktnimi
ploskami zkouSeného integrovaného elektronického zafizeni je zajisténo
piitlakem kaZzdé kontaktni sondy na pfislusnou kontaktni plogku, pohyblivé
kontaktni sondy se elasticky ohybaji ve vzduchové mezefe mezi dvéma
matricemi.

Tyto testovaci hlavy se véeobecné nazyvaji anglickym terminem ,vertical
probe”.

V podstaté znamé testovaci hlavy maji vzduchovou mezeru, ve které
probiha ohybani sondy, tomuto ohybani napomaha vhodna konfigurace
samotnych sond nebo jejich matric, jak je schématicky znazornéno na obrazku
1.

V obrazku 1 testovaci hlava 1 obsahuje alespori horni matrici 2 a dolni
matrici 3, které maji pfislusné horni a dolni priichozi vodici otvory 4, 5, ve
kterych je kluzné uloZena kontaktni sonda 6.

Kontaktni sonda 6 ma alespof kontaktni konec nebo $picku 7. Kontaktni
Spicka 7 se mechanicky dotyka kontaktni plosky 8 zkouseného integrovaného
elektronického zafizeni, pritemsz je toto uvedené integrované elektronické
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zarizeni elektricky pfipojeno k neznazornénému testovacimu zafizeni, jehoz
koncovym prvkem je tato testovaci hlava 1.

Horni a dolni matrice 2, 3 jsou oddéleny vzduchovou mezerou 9, ktera
umoziiuje, aby se kontaktni sondy 6 deformovaly nebo vykionily b&hem
normainiho provozu testovaci hlavy, tj. kdyz tato testovaci hlava pfijde do styku
se zkousenym integrovanym elektronickym zafizenim. Navic, horni a dolni
vodici otvory 4, 5 jsou dimenzovany tak, aby vedly kontaktni sondu 6

Obr. 1 ukazuje testovaci hlavu 1 s odblokovanymi sondami, tj. schopnymi
posouvani v pfislusném hornim a dolnim vodicim otvoru 4, 5, a spojenymi
s mikro-kontaktnim prouzkem nebo prostorovym transformerem, ktery je

schématicky naznacéen se vztahovou znagkou 10.

V tomto pfipadé maiji kontaktni sondy 6 dal$i kontaktni $picku smérem
k mnoZstvi kontaktnich plosek 11 prostorového transformeru 10. Dobry
elektricky kontakt mezi sondami a prostorovym transformerem 10 je zajistovan
podobné jako  kontakt se zkousenym integrovanym elektronickym zafizenim
piitlaéenim sond 6 na kontaktni plosky 11 prostorového transformeru 10.

Konkrétné podle technologie znamé jako Cobra, kontaktni sondy 6 maiji
pfedem vytvoienou deformaci s vybogenim d mezi koncem, ktery je v dotyku
s kontaktnimi ploskami 11 prostorového transformeru 10 a kontaktni $pi¢kou 7
na kontaktnich ploskach 8 zkougeného integrovaného elektronického zafizeni,

jak je schématicky uvedeno na obr. 2.

Uspofadani s pfedem stanovenou deformaci i v dobé&, kdy testovaci
hlava 1 neni v kontaktu se zkou$enym integrovanym elektrickym zafizenim,

plispiva ke spravnému ohybu sondy 6 béhem jejiho provozu, tj. b&hem
kontaktu se zkousenym integrovanym elektronickym zafizenim.

Navic je mezi horni matrici 2 a dolni matrici 3 vloZena tenka a flexibilni
izolaéni folie 12, zpravidla vytvoiena z polyamidu, ktera je schopna udrzovat
polohu horniho konce kontaktnich sond 6 bé&hem procesu montaze.

Postup montazZe testovaci hlavy 1 provadéné podle technologie Cobra je
obzvlasté choulostivy. Zahrnuje nasledujici kroky:
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- kazda kontaktni sonda 6 je viozena z pfisludné strany kontaktni
Spickou 7 do otvoru v dolni matrici 3, jak je schématicky uvedeno na obr. 3:

- druhy konec kontaktnich sond 6 je jemné vtlagen do vhodné vyvrtané
flexibilni félie 12 tak, Ze je touto folii 12 drZen bez rizika, Ze by z ni vyklouzl, jak
je schématicky uvedeno na obr. 4 a dale,

- jakmile jsou v$echny kontaktni sondy 6 uvedenym zplisobem
vloZeny do flexibilni folie 12, je pfiloZzena horni matrice 2, piicemz jsou pfesné
navedeny vSechny kontaktni sondy 6 do pfislusnych otvori provedenych
v horni matrici 2, jak je schématicky uvedeno na obr. 5.

Tento zpGsob montaze, ktery vyZaduji sondy v provedeni dle technologie
Cobra, je velmi zdlouhavy, kromé& toho je riskantni s ohledem na moznou
deformaci sond a velmi nestabilni aZ do zajisténi pomoci horni matrice 2.

Navic zde existuje riziko mechanického ovliviiovani mezi flexibilni folii 12
a kontaktnimi sondami 6 b&éhem normalniho provozu testovaci hlavy 1. Jakmile
je uloha félie 12 pFidrzovat konce sond 6 na svém mist& b&hem kroku
sestavovani dokoncena, zlistava folie 12 dale uchycena uvnitf testovaci hlavy 1
a muze zplsobit vazné problémy pfi posunovani samotnych sond 6, hlavné u
velkorozmérnych testovacich hlav s velkym poétem vloZzenych sond.

Dale je znamo provedeni testovacich hlav vyuZivajici technologii zvanou
»posunovaci desticka*, ktera je schematicky uvedena na obr. 6, kdy prvky jsou
konstrukéné a funkéné stejné jako u testovaci hlavy 1 z obrazku 1, piicemz je

pouzito stejnych vztahovych znadek.

V tomto pfipadé nejsou kontaktni sondy 6 pfedem tvarovany, ale jsou
piimé, s kruhovym priifezem konstantnim po cele jejich délce, a jsou zpravidla
$picaté na koncich.

Aby se docililo spravné funkce kontaktnich sond 6, jsou horni a dolni
matrice 2, 3 vhodné vzajemné posunuty tak, aby umoznily sondam 6 ohybat se
vyhodné ve stejném sméru.
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MontaZz sond 6 v testovacich hlavach provedenych podle technologie
»posunovaci desticky" je velmi jednoducha a rychla a nevyzaduje pouZiti 2adné
flexibilni félie. Sta&i vystredit vrchni matrici 2 s dolni matrici 3, aby se vystiedily i
prislusné vodici otvory 4 a 5, do kterych se potom vsunou kontaktni sondy 6,
posunout matrice 2, 3 o potifebnou hodnotu a v této poloze je zafixovat.

Nicméné, i tato technologie ma své nedostatky, konkrétné:

- je nesnadné udrzet kontaktni sondy 6 v jejich viozené poloze, tj.
uvnitf vodicich otvorli matric. Ve skute&nosti i pfes relativni posun mezi horni a
dolni matrici 2, 3, zpusobujici tfeni mezi kontaktnimi sondami 6 a pfislusnymi
vodicimi otvory 4 a 5, neni toto tieni vzdy dostateéné pro udrzeni sond na
miste.

Obzviasté je riziko vysunuti kontaktnich sond 6 mnohem vétsi béhem
udrzby a ¢isténi testovaci hlavy 1. P¥i operacich, které se obecné provadsji
foukanim vzduchu nebo ultrazvukem, se vytvaii mechanicky tlak na kontaktni

sondy 6, coZ pfispiva k vysunuti sond z vodicich otvorti.

- vzdalenost mezi dvéma sondami testovaci hlavy 1 je omezena z
hlediska kruhového prafezu dratu, ze kterého je vyrobena kontaktni sonda 6.

Testovaci hlavy maji viastni limity vzdalenosti mezi dvéma prilehlymi
sondami, a tudi i mezi stfedy dvou kontaktnich ploSek zkouSeného
integrovaného elektronického zafizeni. Tyto limity vzdalenosti jsou znamé v této
oblasti pod anglickym terminem ,pitch*, Konkrétné&, minimalni hodnota ,pitch*
zavisi na geometrické konfiguraci a velikosti sondy. Aby se zabranilo kontaktu

mezi pfilehlymi sondami, testovaci hlava 1 musi spliiovat nasledujici vztah:
P> OF + G1
kde:

P je hodnota rozte¢e ,pitch* zkouseného zafizeni, tj. vzdalenost mezi
stfedy dvou piilehlych kontaktnich plosek;

OF je primér kontaktnich sond 6; a

G1 je bezpetna vzdalenost mezi prilehlymi kontaktnimi sondami 6.
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Podminka G1 = 0, tj. zru$eni bezpeé&né vzdalenosti, odpovida kolizi
sondy.

V pfipadé kruhovych sond, je minimalni rozte¢ dana primérem @F
sondy, ktery odpovida priméru vodicich otvori zvétsenému o tloustku G1
stény oddélujici dva pfiléhajici otvory, jak je schématicky uvedeno na obr. 7.

Potfeba udrZovat minimaini hodnotu rozteée mezi sondami je tak
v protikladu s potfebami sou&asného trhu, ktery nuti navrhovat stale vétsi
hustotu prvkli zafizeni a tudiz vyZaduje testovaci hlavy s vy3§im poétem
kontaktnich sond pro testovani takovychto zafizeni.

Technické FeSeni, které je zakladem tohoto vynalezu, je poskytnout
kontaktni sondu takového usporadani, které umoziuje zredukovat minimalni
rozteC poZadovanou pro zkou$ena zafizeni, a piitom snizit riziko, Ze se

kontaktni sondy vysunou z vodicich otvort.

Podstata vynalezu

Reseni, které je zakladem tohoto vynalezu, navrhuje kontaktni sondu o
nejednotném prlfezu, coz umoziiuje usporadat sondy v poZzadované vzajemné
blizkosti, pfitemz je zajisténo minimalini riziko, Ze se sondy z vodicich otvord

vysunou.

Na zakladé tohoto feseni je technicky problém fesen kontaktni sondou,

jak je vySe uvedeno a definovano ve vyznakové ¢asti naroku 1.

Technicky problém je také fesen testovaci hlavou, jak je vy$e uvedeno a
definovano ve vyznakové &asti naroku 7.

Problém je také feSen zplsobem pro ziskani kontaktni sondy, jak

definovano ve vyznakové &asti naroku 15.
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Seznam obrazki na vykrese

Znaky a vyhody kontaktni sondy a testovaci hlavy podle vynalezu budou
zfejmé z nasledujiciho popisu provedeni sondy, které je nelimitujicim pfikladem
odvolavajicim se na pfiloZzené schématické obrazky, kde znadi:

obr. 1 prvni provedeni testovaci hlavy podle pivodniho feseni,obr. 2
detail testovaci hlavy z obr. 1,0br. 3 az 5 operace pfi montazi testovaci hlavy
zobrazku 1, obr. 6 alternativni provedeni testovaci hlavy z obrazku 1, obr. 7
vyznamné rozméry testovaci hlavy z obrazku 6, obr. 8A az 8D prvni provedeni
kontaktni sondy podle vynalezu, obr. 9A a7 9D druhé provedeni kontaktni
sondy podle vynalezu, obr. 10A az 10D tfeti provedeni kontaktni sondy podle
vynalezu, obr. 11A a 11B detail testovaci hlavy podle vynalezu, obr. 12A a 12B

vvvvvv

obr. 13A a 13B testovaci hlavu podie vynalezu v raznych krocich montaze.

Priklady provedeni vynalezu

Jak uvedeno na obrazcich a konkrétné na obrazku 8A az 8D, kontaktni
sonda podle vynalezu je oznadena vztahovou znadkou 20.

Kontaktni sonda 20 obsahuje tyovité téleso 21, které je vybavené
alespori kontaktnim koncem nebo Spickou 22. Jak je vidét s odvolanim na
dfivéjsi feSeni, kontaktni $picka 22 je v mechanickém kontaktu s kontaktni
ploskou 8 zkouseného integrovaného elektronického zafizeni, pfitom uvedené
integrované elektronické zafizeni je elektricky pfipojeno k neznazorné&nému

testovacimu zafizeni, jehoz koncovym prvkem je tato testovaci hlava 1.

Navic, napfiklad v pfipadé sond pro testovaci hlavu s volnymi sondami
spojenymi s mikro-kontaktnim prouzkem nebo prostorovym transformerem,
kontaktni sonda 20 ma druhou kontaktni SpiCku 23 sméfujici k mnozstvi
kontaktnich ploSek 11 tohoto prostorového transformeru.

Je vyhodné podie tohoto vynalezu, jestlize tycovité t&leso 21 kontaktni
sondy 20 ma nejednotny prlfez vzhledem k hlavni prabéhové linii LL této
sondy.
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Zviasté ma tycovité téleso 21 kontaktni sondy 20 alespori prvni ¢ast 21A
a druhou ¢ast 21B, které maiji priiez $1 a 82 o rlznych profilech, jak je

uvedeno ve zvétSeném méfitku na obr. 8B.

S vyhodou podle vynalezu ma prvni prifez S1 alespon vétsi rozmér nez
pfislusny rozmér druhého prarezu S2, aby se zabranilo kontaktni sondé 20
vysunout se z vodicich otvord, které jsou provedené v matricich, coz bude lépe
vidét dale.

Jak je vidét na obr. 8B, prvni gast S1 Useku 21A mé podélny rozmér X1,
ktery je vétSi nez odpovidajici podélny rozmér X2 druhé &asti $1 (X1> X2).
Navic, prvni ¢ast 81 ma podélny rozmér Y1, ktery je mensi nez prislugna
podélna ast Y2 druhé ¢asti S2 (Y1 < Y2).

Je také mozné brat v Gvahu kontaktni sondu 20, jak uvedeno na obr. 8C
a 8D, pro kterou Usek 21B blizko kontaktni $picky, dualni vzhledem k sondé
uvedené na obr. 8A a 8B, méa prvni ¢ast $1 o podéiném rozméru X1, ktery je
mensi neZ pfislu$ny podélny rozmér X2 druhé casti S2 (X1 < X2) a podélny
rozmer Y1, ktery je vétsi neZ prislugny podélny rozmér Y2 druhé &asti $2 (Y1 >
Y2).

S vyhodou je podle tohoto vynalezu mozné ziskat kontaktni sondu 20
s nejednotnym prlfezem poéinaje sondou provedenou tradiénim zplisobem
pomoci dratu o kruhovém priifezu. Tento drat o kruhovém prifezu se zplosti na
dve rozdilné tloustky v Usecich 21A a 21B tyCovitého télesa 21 kontaktni sondy
20, ¢imz ziskame kontaktni sondu 20, ktera ma prvni prGfez 81 a druhy priifez
S$2 v podstaté obdélnikového prifezu se zaoblenymi rohy.

Je také mozné zplostit drat pouze v jednom z aseki 21A nebo 21B
tyCovitého télesa 21, napf. v prvnim Gseku 21A, &imz ziskame prvni
obdélnikovy prifez $1 se zaoblenymi rohy a druhy kruhovy prifez $2, jak je
schématicky uvedeno na obr. 9A a 9B. Podobné je mozZno zplostit drat pouze
v useku 21B, &imz ziskame prvni kruhovy prifez $1 a druhy obdélnikovy
prifez 82 se zaoblenymi rohy, jak je schématicky znazornéno na obr. 9C a 9D.

Podobné je mozné ziskat kontaktni sondu 20 o nejednotném prafezu
podle vynalezu vychazejici ze sondy s obdélnikovym prifezem, pficems
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zplosténim jeji ¢asti ziskame kontaktni sondu 20, ktera ma prvni obdélnikovy
prifez 81 a druhy obdélinikovy prifez S2 jak je schématicky uvedeno na obr.
10A a 10B a na obr. 10C a 10D.

Zvlasté ta Cast kontaktni sondy 20 pfislusna ke kontaktni $piéce 23
smeéfujici k prostorovému transformeru ma vak profil, ktery ma alespori rozmér
VEtSi, nez je pfislusny rozmér profilu  &asti  kontaktni sondy 20

prislusné kontaktni $pitce 22 sméfujici ke zkousenému zafizeni.

Ve skutec¢nosti, jak je uvedeno na obr. 10B, pfiény rozmér X1 prvni &asti
S1 je vétsi nez pficny rozmér X2 druhé &asti $2 pficemz, jak je uvedeno na obr.
10D, podélny rozmér Y1 prvni &asti $1 je vétsi nez podéiny rozmér Y2 druhé
casti S2.

Obecné Ize fici, ze kontaktni sonda 20 podle vynalezu ma dva nebo vice
prifez( jakéhokoliv tvaru, ale lisi se jeden od druhého, a byly vytvoreny pomoci

technologii, které jsou v sou¢asnosti dostupné.

V prednostnim provedeni podie vynalezu byla kontaktni sonda 20

ziskana zplGsobem, ktery zahrnuje nasledujici kroky:

- Ziskani dratu, ze kterého Ize vytvofit tyovité t&leso 21 kontaktni sondy
20; a

- deformace tohoto dratu, napf. zplosténim, alespori v Useku 21A nebo
21B, aby byl vtomto useku vytvoren prafez s rozdilnym profilem vzhledem
k profilu priifezu dratu a tim kontaktni sonda 20 o nejednotném priifezu.

Navic zplsob podle vynalezu mlze zahrnovat krok zplosténi dalSich
Usekl tyCovitého télesa 21 kontaktni sondy 20.

Podle vynalezu umozZiiuje kontaktni sonda 20 o nejednotném prifezu
vyhodné vyresit problém spojeny s vysunutim sondy, ktery existuje u znamé

technologie ,posunovaci destigky*.

Ve skutecnosti, jak je vidét s odkazem na plvodni feseni, podle této
technologie ,posunovaci desticky* jsou veobecné pouzivany kontaktni sondy
s kruhovymi vodicimi otvory provedenymi v horni a dolni matrici. Tudiz tyto
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vodici otvory nezajistuji, aby byly kontaktni sondy drZeny uvnitf testovaci hlavy.
Sondy maiji tendenci vyklouznout z pfislusnych vodicich otvort zvlasté b&hem
operace Cisténi, ktera se zpravidla provadi pomoci foukani vzduchem nebo
Cisténim v tekutych roztocich pomoci ultrazvuku.

Je vyhodné podle vynalezu, kdyZ je kontaktni sonda 20 o nejednotném
prifezu spojena s vhodnym otvorem o rozdilném profilu mezi horni matrici 24 a
dolni matrici 25 testovaci hlavy, jak je schématicky uvedeno na obrazcich 11A a
11B. Obzviasté dolni matrice 25 ma otvory, které maji priifez SF2, jehoz profil v
podstaté odpovida profilu druhého prifezu S2 druhého Useku 21B kontaktni
sondy 20, pfiemZ horni matrice 24 ma otvory, které maji prifez SF1, jehoz
profil odpovida spojeni profiltl prifezd S1 a S2 usekd 21A a 21B kontaktni
sondy 20.

Timto zplsobem je zajisténo, e kontaktni sondy 20 jsou
udrZzovany uvnitf matric testovaci hlavy, ktera obsahuje tyto matrice a mnozstvi
kontaktnich sond 20. Ve skutednosti se 2adna kontaktni sonda 20 nemuzZe
hybat, protoze otvory dolni matrice 25 maji prOfez alespofi s mensim
rozmérem, nez je odpovidajici rozmér prifezu alespori jednoho Useku 21A
kontaktni sondy 20.

Jinymi slovy, takto ziskana testovaci hlava ma preferovany smér
vysunuti z kontaktni sondy 20, konkrétné z dolni matrice 25 smérem k horni
matrici 24, jakémukoliv pohybu v opaéném sméru je zabranéno vodicimi otvory
dolni matrice 24, ktera je vhodné tvarovana a ma alespoit mensi rozmér, nez je
prislusny rozmér &asti profilu iseku sondy 21A.

¥ v

Timto ziskame mnohem spolehlivéjsi testovaci hlavu, ktera umoziuje
umyvani a ¢isténi a zabrariuje kontaktnim sondam 20, aby se vysunuly z vlastni
testovaci hlavy. Za timto Géelem je dostate¢né pouzit foukani plynu, které
zatlaci kontaktni sondy 20 smérem k dolni matrici 25, odkud se nemohou
vysunout, nebo vysunuti sond z horni matrice zabrani zablokovanim pomoci
vhodné &epicky. Potom je mozné provadét jakékoliv promyvani a &isténi bez

rizika, Ze by se sonda vysunula v nékterém ze dvou smérd.
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S vyhodou podle vynalezu, kontaktni sondy 20 o nejednotném priifezu
rovnéz umozniuji vyresit problém spojeny s montaZi testovaci hlavy, ktera tyto

sondy obsahuje.

Konkréetné staci, aby se horni a doini matrice 24, 25 a pfislu$né vodici
otvory kryly a potom jednoduse vloZit kontaktni sondy 20 do kryjicich se
vodicich otvorl po€inaje od horni matrice 24 smérem k dolni matrici 25.

Tudiz je dostate¢né vytvoiit mezeru mezi horni a dolni matrici a kontaktni
sondy 20 vsunout do vodicich otvor(i horni matrice 24.

Sestaveni testovaci hlavy podle tohoto vynalezu je dokoné&eno tim, Ze se
upevni horni a doini matrice 24, 25 v poloze s vytvoienou mezerou, pfipadné s
umoZnénim jejich vzajemného posunu, nebo se pred upevnénim matric mezi né
vloZi rozpérka 26.

e 44

Je zcela zi'ejmé, Ze tato technika montaZe je rychlejsi a bezpeénéjsi nez

technika montaze pouzivana dle znamych technik, napf. u technologii Cobra.

Co se tyka praxe, popsana montaz testovaci hlavy obsahujici mnozstvi
kontaktnich sond 20 o nejednotném priifezu ma podstatné zkraceny montazni
¢as, kromé toho je montaz jednodussi a mnohem spolehlivéjsi.

Kone¢né vyhodou feseni podle vynalezu je to, Ze kontaktni sonda 200
nejednotném prlifezu umoZiiuje vyfesit problém spojeny s minimalni
poZadovanou rozteci u zkouseného zafizeni.

vvvvvv

zkouseneho zafizeni je limitovana skuteénosti, Ze prifez dratu, ze kterého jsou
kontaktni sondy provedeny, je kruhovy. V podstaté minimaini hodnota roztece
Jje dana primérem vodicich otvortl zvét$ena o tloudtku G1 délici stény mezi
dvéma pfilehlymi otvory, jak je schematicky znazorn&no na obr. 12A v pfipadé

vvvvvv

kontaktnich sond provedenych podle dfivéjsiho fegeni.

Vyhodné je podle tohoto vynalezu, kdyZ kontaktni sonda 20 o
nejednotném prifezu umozriuje, aby byla minimalni rozteé zredukovana o
hodnotu, ktera se rovna zredukovani prifezu mezi priifezem S1 a 82 tycovitého

télesa 21 kontaktni sondy 20, jak je schématicky znazornéno na obr. 12B.
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Obr. 13A a 13B ukazuji formou pfikladu testovaci hlavu 30 provedenou
technologii ,posunovaci desticky*, ktera obsahuje mnozstvi kontaktnich sond 20

podle tohoto vynalezu.

Konkrétné, po ustaveni kontaktnich sond 20 mezi horni matrici 24 a dolni
matrici 25 se provede posun téchto matric, aby se umoznilo sondam jejich
ohnuti jak je schématicky uvedeno na obr. 13A pomoci Sipky F. Timto
zpUsobem ziskaji kontaktni sondy 20 preferovany smér ohybu.

Navic, je mozné pouZit rozpérku 26, nékdy oznacovanou jako vlozka
nebo mezernik, ktera ma proménlivou vysku, aby se umoznilo spravné nastavit
sily v kroku ohybani, jak je schématicky uvedeno na obr. 13B.

Matrice v pfednostnim provedeni testovaci hlavy podle vynalezu, zvlasté
alespofi dolni matrice 25, obsahuji velmi dlouhé vodici otvory. Tyto vodici
otvory mohou byt ziskany zvétsenim tloustky vlastni matrice nebo jednodussim
zpUsobem, pouzitim dvou nebo vice kryjicich se navrstvenych tenkych matric,
nebo také pouzitim dvou velmi tenkych matric (tudiz se velmi snadno daji vrtat),
které jsou usporadany ve vzdalenosti od sebe. Timto je tedy mozné ziskat

dlouhé vodici otvory v podstaté vzajemné vystredéné.

Aby se napomohlo ohnuti kontaktni sondy 20 v preferovaném sméru
v pfipadé technologie ,posunovaci destigky*, je mozné pouZit vodici otvory
ziskané vrtanim s pfesazenim. Také v tomto pfipadé, vodici otvory mohou byt
ziskany pouZitim dvou nebo vice matric vzajemné prekrytych nebo umisténych

ve vzdalenosti od sebe, kde jsou otvory vyvrtany lehce vzajemné presazené.

Zavérem, vyhoda podle tohoto vynalezu spoéiva v tom, Ze kontaktni

sonda s nejednotnym prifezem umozZriuje vyresit nasledujici problémy:

- vysunuti sondy (vypadnuti z vodiciho otvoru), jak je vidét s odkazem
na znamé technologie ,posunovaci destiéky*;

- montaz, jak je vidét s odkazem na znamé technologie ,Cobra“;

- povolenou minimalni rozte¢ a dobry elektricky kontakt.
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PATENTOVE NAROKY

1. Kontaktni sonda pro testovaci hlavu takového typu, u kterého je
mnoZstvi takovychto sond zasunuto do vodicich otvort provedenych
v piisludnych deskovych drzacich nebo matricich, tato sonda obsahuje tycovité
téleso opatfené na konci alespofi kontaktni $pickou, pro zajisténi mechanického
a elektrického kontaktu s pfisluSnou kontaktni ploS8kou zkou$eného
integrovaného elektronického zafizeni, vyznacujici se tim, Ze toto tyGovité

téleso (21) ma nejednotny prarez.

2. Kontaktni sonda podle naroku 1, vyznaéujici se tim, ze tycovité
téleso (21) obsahuje prvni a druhy Gsek (21A, 21B), které maji pfislusny prvni a
druhy priifez (S1, S2) o rizném profilu.

3. Kontaktni sonda podle naroku 2, vyznaéujici se tim, ze prvni
uvedeny prifez (S1) ma alespofi vétsi rozmér, nez je pfislusny rozmér
uvedeného druhého priifezu (S2).

4, Kontaktni sonda podle naroku 2, vyznacujici se tim, Ze uvedeny
prvni a druhy prifez (S1, S2) jsou obdélnikové se zaoblenymi rohy.

5. Kontaktni sonda podle naroku 2, vyznaéujici se tim, ze uvedeny
prvni prifez (S1) je kruhovy a uvedeny druhy prifez (S2) je obdélnikovy se

zaoblenymi rohy.

6. Kontaktni sonda podle naroku 2, vyznaéujici se tim, ze uvedeny
prvni a druhy prifez (S1, S2) jsou obdélnikové.

7. Testovaci hlava typu, ktery obsahuje mnoZstvi kontaktnich sond
zasunutych do vodicich otvort, provedenych v horni matrici a v dolni matrici ,
vyznadujici se tim, Ze kontaktni sondy (20) jsou realizovany podle nékterého
z narokid 1 az 6.
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8. Testovaci hlava podle naroku 7, vyznaéujici se tim, ze dolni
matrice mé otvory o prifezu (SF2), které maji profil v podstaté odpovidajici
profilu prafezu (S2) uvedenych kontaktnich sond (20).

9. Testovaci hlava podle naroku 7, vyznaéujici se tim, ze horni
matrice (24) ma otvory o prifezu (SF1), které maji profil odpovidajici spojeni
profilll riiznych prafezt uvedenych kontaktnich sond (20).

10.  Testovaci hlava podle naroku 9, vyznaéujici se tim, ze profil
prafezu (SF1) uvedenych otvor(i je dan spojenim dvou obdélnikovych profild se

zaoblenymi rohy.

1. Testovaci hlava podle naroku 9, vyznaéujici se tim, ze profil
prifezu (SF1) uvedenych otvorll je dan spojenim kruhového profilu a
obdélnikového profilu se zaoblenymi rohy.

12. Testovaci hlava podle naroku 9, vyznaéujici se tim, ze profil
prifezu (SF1) uvedenych otvort je dan spojenim dvou obdélnikovych profild.

13.  Testovaci hlava podle naroku 7, vyznaéuijici se tim, Ze horni a
dolni matrice (24, 25) jsou vhodné vzajemné pfesazeny.

14.  Testovaci hlava podle naroku 7, vyznaéujici se tim, ze obsahuje
rozpérku (26) mezi horni a dolni matrici (24, 25).

15. Zpusob pro ziskani kontaktni sondy o nestejnomérném prifezu,
ktery obsahuje nasledujici kroky:

- obstarani dratu pfedem stanoveného priifezu vhodného k
vytvoreni ty€ovitého télesa (21) kontaktni sondy (20); a

- deformaci tohoto dratu alespori v Useku ( 21A, 21B) tyCovitého
télesa (21) pro ziskani dseku s rozdilnym profilem vzhledem k pifedem
stanovenému prifezu tohoto dratu.

16.  ZpUsob podle naroku 15, vyznadujici se tim, Ze krok deformace
obsahuje operaci zplosténi alespoti jednoho useku uvedeného dratu.
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17. ZpUsob podle naroku 16, vyznaéuijici se tim, ze krok zplosténi
je provadén na dal$ich Gsecich uvedeného dratu.

18.  Testovaci hlava podle naroku 7, vyznacéujici se tim, Ze matrice
(24, 25) maji dlouhé otvory.

19.  Testovaci hlava podie naroku 18, vyznacujici se tim, Ze matrice
(24, 25) jsou realizovany s vétsi tloustkou pfeplatovanim mnozstvi tenkych

matric nebo pomoci dvojice tenkych matric, které jsou jedna od druhé vzajemné
vhodné vzdaleny.

20. Testovaci hlava podle naroku 19, vyznacujici se tim, Ze uvedené
matrice (24, 25) maiji vodici otvory, které jsou vzajemné piesazeny.

‘Bs35436Z
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